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トランスファーベッセル

■大気非暴露ＸＰＳの特徴

・表層数ｎｍにおける
定性分析，状態分析
が可能。
・Ａｒスパッタリングを
併用した深さ方向
分析も可能。

■負極充放電後のＸＰＳ状態分析，デプスプロファイル

・充電状態の最表面はＬｉＦ，Ｌｉ２ＣＯ３で形成されており、ＳＥＩ層はＬｉＯ，Ｌｉ２ＣＯ３を

主体とする。また活物質はＬｉ-Ｃ富裕である。

・放電状態の最表面はＬｉ２ＣＯ３富裕である。ＳＥＩ層は充電状態と同様にＬｉＯ，

Ｌｉ２ＣＯ３を主体とするが、Ｌｉ２ＣＯ３が富裕である。

活物質は充電状態とは異なり、グラファイトに由来するＣ-Ｃを主体とする。
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最表面の状態分析結果

ＳＥＩ層内（深さ１００ｎｍ）の状態分析結果
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デプスプロファイル（充電状態）

デプスプロファイル（放電状態）
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推定断面構造
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大気非暴露下で正極，負極のＳＥＩ（Ｓｏｌｉｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）や活物質の構造を元素レベルで解析可能。

大気非暴露下で正極，負極のＳＥＩ（Ｓｏｌｉｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）や活物質の構造を元素レベルで解析可能。

大気非暴露ＸＰＳを用いた負極の構造解析

Ｆ１ｓ Ｃ-Ｃ

ＳＥＩ 活物質

Ｃ-Ｃ

（Ｌｉ２）ＣＯ３

Ｌｉ１ｓ

Ｌｉ-Ｏ

Ｆ１ｓ

Ｃ-Ｃ

（Ｌｉ２）ＣＯ３

Ｌｉ（Ｃ）

Ｌｉ２ＣＯ３
（ＬｉＦ）
ｅｔｃ

Ｌｉ-Ｃ

メルコセミコンダクタエンジニアリング株式会社 分析評価事業部
〒819-0192 福岡県福岡市西区今宿東1丁目1番1号 TEL：092-805-3834(代表) FAX：092-805-3839


